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Prufung von oxidischen Roh- und Werkstoffen fiir Keramik, Glas und Glasuren - Teil
2: Bestimmung von Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Er, Eu, Fe, La, Mg,
Mn, Mo, Nd, Ni, P, Pb, Pr, S, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, V, W, Y, Yb, Zn, Zr durch optische
Emissionsspektrome trie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP OES)
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